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摘要(译)

提供一种超声波诊断装置，即使在以经皮方式分析检测部位的状态的情
况下，该超声波诊断装置也能准确地掌握被检测部位的状态。超声诊断
装置包括水平分配模块，其被配置为将回波强度分配给多个回波强度水
平中的一个，回波强度是分别对应于感兴趣区域中的位置的每个回波信
号的强度，以及特征量计算模块，被配置为通过由水平分配模块瞄准具
有分配给多个水平的回波强度的两个或更多个样本，基于组合来计算指
示感兴趣区域的特征的特征量。两个或更多个样本的回波强度，两个或
更多个样本彼此具有给定的位置关系。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/03bc573f-0678-49ba-aa12-af81e178d82e
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/052812827/publication/US2016242735A1?q=US2016242735A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220160242735%22.PGNR.&OS=DN/20160242735&RS=DN/20160242735

